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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingererchten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung 

@ Die Selbsttesteinrichtung (3) dient zur Durchfuhrung ei- 
nes Selbsttests der integrierten Schaltung (2). Ein Aus- 
gang der Selbsttesteinrichtung ist mit einer Kontaktie- 
rungsstelle {4} der Schaltung verbunden, die einer exter- 
nen Kontaktierung dient und die mit dem Eingang einer 
zu testenden Schaltungseinheit (1) der integrierten Schal- 
tung verbunden ist. Dabei fiihrt die Selbsttesteinrichtung 
(3) der Schaltungseinheit (1) ein Testsignal (S1) uber die 
Kontaktierungsstelle (4) zu. 
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Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einer 
Selbsttesteinrichtung zur Durchfuhrung eines Selbsttests der 
integrierten Schaltung. 5 

Eine derartige integrierte Schaltung ist bei spiels weise in 
der US-A 5,173,906 beschrieben. Die Selbsttesteinrichtung, 
.ein sogenanntes Built-In-Self-Test-System, ist integraler 
Bestandteil der integrierten Schaltung. Sie enthalt einen 
Prufmuster-Generator zur Erzeugung von Testsignalen, die 10 
zu testenden Scbaltungseinheiten der integrierten Schaltung 
zugefuhrt werden. Ergebnissignale uber den durchgefuhrten 
Test werden On-Chip generiert und werden nach Durchfiih- 
rung des Tests nach auBerhalb des Chips ausgelesen. Die 
Testsignale werden von der Selbsttesteinrichtung zu den zu 15 
testenden Schaltungseinheiten uber auf dem Chip befindli- 
che Datenleitungen ubertragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine inte- 
grierte Schaltung der eingangs genannten Art anzugeben, 
die eine verbesserte Testbarkeit mittels ihrer Selbsttestein- 20 
richtung bietet, 

Diese Aufgabe wird mit einer integrierten Schaltung ge- 
maS Anspruch 1 gelost. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildun- 
gen der Erfindung sind Gegenstand abhangiger Anspriiche. 

Bei der erflndungsgemaBen integrierten Schaltung ist ein 25 
, Ausgang der Selbsttesteinrichtung mit einer Kontaktie- 
rungsstelle der Schaltung verbunden, die einer extemen 
Kontaktierung dient und die mit dem Eingang einer zu te- 
stenden Schaltungseinheit der integrierten Schaltung ver- 
bunden ist Dabei ftihrt die Selbsttesteinrichtung der zu te- 30 
stenden Schaltungseinheit ein Testsignal uber die Kontaktie- 
rungsstelle zu, 

Irn Gegensatz zu herkornmlichen Schaltungen werden die 
Testsignale also bewuBt uber die Kontaktierungsstelle ge- 
fiihrt, die beispielsweise einer extemen Kontaktierung mit- 35 
tels Prufspitzen eines Testgerates oder mittels eines Bond- 
drahtes dienen kann. Dieses Vorgehen hat gegeniiber einer 
direkten Zufuhrung des Testsignals zum Eingang der zu te- 
stenden Schaltungseinheit den Vorteii, daB auf diese Weise 
auch die Verbindung zwischen der Kontaktierungsstelle und 40 
dem Eingang der zu testenden Schaltungseinheit gepruft 
wird. Somit wird der zu testenden Schaltungseinheit das 
Testsignal in einer Weise zugefuhrt, wie dies auBerhalb des 
Testbetriebs mit extern uber die Kontaktierungsstelle zuge- 
fiihrten Signalen der Fall ist. Die Erfindung ermoglicht also 45 , 
gegeniiber bisherigen Losungen die Uberpriifung der Ver- 
bindung zwischen Kontaktierungsstelle und zu testender 
Schaltungseinheit ohne daB aufwendige Anderungen der 
integrierten Schaltung oder ihrer Selbsttesteinrichtung not- 
wendig sind. Es ist lediglich der Ausgang der Selbsttestein- 50 
richtung nicht direkt rnit dem Eingang der zu testenden 
Schaltungseinheit zu verbinden, sondem mit der Kontaktie- 
rungsstelle. Insbesondere kann der Aufbau der Selbstte- 
steinrichtung und die Art der von ihr generierten Priifmuster 
bzw. Testsignale sowie die Art der Generierung eines Ergeb- 55 
nissignals fiir die durchgefuhrte Priifung und das Ausgeben 
des Ergebnisses nach auBerhalb der integrierten Schaltung 
genauso gestaltet sein wie bei herkomrnlichen integrienen 
Schaltungen mit Selbsttesteinrichtungen. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daB die Kon- 60 
taktierungss telle uber einen Eingang s treiber mit dem Ein- 
gang der zu testenden Schaltungseinheit verbunden ist, der 
in einer Normalbetriebsart der integrierten Schaltung der 
Zufuhrung von extemen Signalen zur zu testenden Schal- 
tungseinheit dient, wobei die Selbsttesteinrichtung in einer 65 
Testbetriebsart das Testsignal zur Kontaktierungsstelle und 
von. dort uber den Eingangstreiber zum Eingang der zu te- 
stenden Schaltungseinheit ubertragt. 



Dies hat den Vorteii, daB zur Zufuhrung des Testsignals 
zur Schaltungseinheit auf bereits in der Normalbetriebsart 
benotigte Komponenten - namlich den Eingangstreiber so- 
wie die damit verbundenen Datenleitungen - zuruckgegrif- 
fen wird. AuBerdem wird dieser Eingangstreiber auf diese 
Weise in die Uberpriifung durch die Selbsttesteinrichtung 
einbezogen. 

Eine zusatzliche oder auqh alternative Weiterbildung der 
Erfindung sieht vor, daB ein Ausgang der Schaltungseinheit 
uber einen Ausgangstreiber mit der Kontaktierungsstelle 
verbunden ist, der in der Normalbetriebsart zur Ausgabe von 
Signalen der Schaltungseinheit nach auBerhalb der integrier- 
ten Schaltung dient, und daB der Ausgang der Selbsttestein- 
richtung ebenfalls uber den Ausgangstreiber mit der Kon- 
taktierungsstelle verbunden ist, wobei die Selbsttesteinrich- 
tung in der Testbetriebsart das Testsignal uber den Aus- 
gangstreiber zur Kontaktierungsstelle ubertragt. 

Diese Weiterbildung bietet den Vorteii, daB nur ein einzel- 
ner Ausgangstreiber notwendig ist, um einerseits in der 
Testbetriebsart das Testsignal von der Selbsttesteinrichtung 
zur Kontaktierungsstelle zu ubertragen und andererseits in 
der Normalbetriebsart der Ausgabe von Signalen der weite- 
ren Schaltungseinheit uber die Kontaktierungsstelle nach 
auBerhalb der integrierten Schaltung. AuBerdem wird der 
Ausgangstreiber in die Uberpriifung durch die Selbsttestein- 
richtung einbezogen. 

Beide Weiterbildungen der Erfindung bieten den Vorteii, 
daB das Testsignal von der Selbsttesteinrichtung zur Kon- 
taktierungsstelle bzw. von der Kontaktierungsstelle zum 
Eingang der zu testenden Schaltungseinheit iiber bereits in 
der Normalbetriebsart benotigte, und daher ohnehin vorhan- 
dene Treiber ubertragen wird, so daB keine zusatzlichen 
elektrischen Verbindungen und Treiber vorgesehen werden 
mussen. Weiterhin wird durch die Zufuhrung des Testsi- 
gnals iiber die beiden Treiber sowohl der Eingangstreiber 
der zu testenden Schaltungseinheit als auch ihr Ausgangs- 
treiber durch die Selbsttesteinrichtung getestet, so daB mit 
nur geringem Aufwand neben der zu testenden Schaltungs- 
einheit auch die genannten Treiber und die damit verbunde- 
nen Leitungen gepruft werden. 

Nach einer weiteren Weiterbildung der Erfindung ist der 
Ausgang der Selbsttesteinrichtung derart rnit dem Ausgang 
der Schaltungseinheit verbunden, daB die Selbsttesteinrich- 
tung in der Testbetriebsart das Testsignal zunachst zum Aus- 
gang der Schaltungeinheit und von dort iiber den Ausgangs- 
treiber zu Kontaktierungsstelle ubertragt. 

Diese hat den Vorteii, daB der gesamte Ausgangsdaten- 
pfad der Schaltungseinheit von deren Ausgang bis zur Kon- 
taktierungsstelle in die Priifung durch die Selbsttesteinrich- 
tung einbezogen wird. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der einzigen Fi- 
gur beschrieben, die ein Ausfuhrungsbeispiel darstellt. 

Die Figur zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel der erfindungs- 
gemaBen integrierten Schaltung 2, die beispielsweise eine 
logische Schaltung oder eine Speicherschaltung sein kann. 
Sie enthalt eine zu testende Schaltungseinheit 1, die bei- 
spielsweise zur Ausfiihrung logischer Funktionen dienen 
kann. Die Schaltungseinheit kann auch ein Speicherzellen- 
feld der integrierten Schaltung sein. Ein externer AnschluB 5 
(Pin) des Chips 2 ist iiber einen Bonddraht 6 mit einer Kon- 
taktierungsstelle 4 (Pad) verbunden, die wiederum uber ei- 
nen Eingangstreiber Dr mit einem Eingang In der Schal- 
tungseinheit 1 verbunden ist. Ein erster Ausgang. OUT1 der 
Schaltungseinheit 1 ist uber einen Ausgangstreiber DO mit 
der Kontaktierungsstelle 4 verbunden. Uber die soeben be- 
schriebenen elektrischen Verbindungen werden der Schal- . 
tungseinheit.l in einer Normalbetriebsart der integrierten 
Schaltung 2 Signale von auBerhalb der integrierten Schal- 
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tung iiber den extemen. AnschluS 5 sowie den Eingangstrei- 
ber DI zugefuhrt, und die Schaltungseinheit 1 gibt zu ande- 
ren Zeitpunkten Signale uber den Ausgangstreiber DO und 
den extemen AnschluB 5 nach auBerhalb des Chips 2 aus. 

Zur Durchfuhrung eines Seibsttests in einer Testbetriebs- 5 
art des Chips 2 weist dieser auBerdem eine Seibsttesteinrich- 
tung 3 (BIST = Built-in Self-Test) auf. Die Selbsttestein- 
richtung 3 generiert ein Testsignal SI, welches sie in der 
Testbetriebsart iiber den Ausgangstreiber DO der Kontaktie- 
rungss telle 4 und von dieser iiber den Eingangstreiber DI 10 
dem Eingang der Schaltungseinheit 1 zufiihrt Ein zweiter 
Ausgang OUT2 der Schaltungseinheit 1 ist mit einem Ein- 
gang der Selbsttesteinrichtung 3 verbunden, so dafl in der 
Testbetriebsart durch die Selbsttesteinrichtung 3 festgestellt 
werden kann, welche Signale die Schaltungseinheit 1 auf- 15 
grund des ihr zugefiihrten Testsignals SI generiert. Die 
Selbsttesteinrichtung 3 fuhrt einen Soll-Ist-Vergleich zwi- 
schen den von der Schaltungseinheit 1 uberrnittelten Signa- 
len und in der Selbsttesteinrichtung 3 gespeicherten Werten 
durch und ubermittelt ein entsprechendes Ergebnis signal S2 20 
nach auBerhalb der integrierten Schaltung. 

Wahrend in derNormalbetriebsart gleichzeitig nur entwe- 
der der Eingangstreiber DI zur Zufuhrung externer Signale 
zur Schaltungseinheit 1 oder der Ausgangstreiber DO zur 
Ausgabe von von der Schaltungseinheit 1 an ihrem ersten 25 
Ausgang OUT1 erzeugten Signalen nach auBerhalb des 
Chips 2 aktiviert ist, sind in der Testbetriebsart beide Treibef 
DO, DI gleichzeitig aktiv, urn das Testsignal SI von der 
Selbsttesteinrichtung 3 zur Schaltungseinheit 1 zu iibertra- 
gen. 30 

Die Erfindung unterscheidet sich von bekannten Schal- 
tungen darin, daB der Ausgang der Selbsttesteinrichtung 3 
nicht direkt mit dem Eingang der Schaltungseinheit 1, son- 
dem indirekt iiber die Kontaktierungsstelle 4 verbunden ist. 
Dies bietet den Vorteil, daB durch die Selbsttesteinrichtung 3 35 
zusatzlich auch der in der Normalbetriebsart genutzte Da- 
tenpfad zwischen der Kontaktierungsstelle 4 und dem Ein- 
gang IN der Schaltungseinheit 1 in die Priifung einbezogen 
wird. Da beim in der Figur dargesrellten Ausfuhrungsbei- 
spiel das Testsignal SI der Kontaktierungsstelle 4 uber den 40 
von der Schaltungseinheit 1 in der Normalbetriebsart zur 
Ausgabe von Daten genutzten Ausgangstreiber DO zuge- 
fuhrt wird, wird auch dieser in der Testbetriebsart in die Prii- 
fung durch die Selbsttesteinrichtung 3 einbezogen. 

Bei anderen Ausfiihrungsbeispielen der Erfindung kann 45 
der Ausgang der Selbsttesteinrichtung 3 auch direkt mit dem 
ersten Ausgang OUT1 der Schaltungseinheit 1 verbunden 
sein, so daB das Testsignal SI. dej^gesam^en Ajjsgangsdaten- 
pfad der Schaltungseinheit vom ersten Ausgang OUT1 zur 
Kontaktierungsstelle durchlauft und auf diese Weise der ge- 50 
samte Ausgangsdatenpfad^in^die^tJBe^rprufung durch die 
Selbsttesteinrichtung einbezogen wird. 

-Die Selbsttesteinrichtung 'kann entwederals verdrahtete 
Logik realisiert sein oder einen Controller oder Prozessor 
enthalten, der von extern ladbare Testprogramme ausfuhrt. 55 



Schaltungseinheit (1) ein Testsignal (SI) iiber die 
Kontaktierungsstelle (4) zufuhrt. 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 , 

- deren Kontaktierungsstelle (4) iiber einen Ein- 
gangstreiber (DI) mit dem Eingang (In) der Schal- 
tungseinheit (1) verbunden ist, der in einer Nor- 
malbetriebsart der integrierten Schaltung der Zu- 
fuhrung von extemen Signalen dient, 

- wobei die Selbsttesteinrichtung (3) in einer 
Testbetriebsart der integrierten Schaltung das 
Testsignal (SI) zur Kontaktierungsstelle (4) und 
von dort iiber den Eingangstreiber (DI) zur Schal- 
tungseinheit (1) ubertragt. 

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, . 

- bei der ein Ausgang (OUT1) der Schaltungs- 
einheit (1) iiber einen Ausgangstreiber (DO) mit 
der Kontaktierungsstelle (4) verbunden ist, der in 
der Normalbetriebsart zur Ausgabe von Signalen 
der Schaltungseinheit (1) nach auBerhalb der inte- 
grierten Schaltung dient, 

- und bei der der Ausgang der Selbsttesteinrich- 
• tung (3) ebenfalls iiber den Ausgangstreiber (DO) 

mit der Kontaktierungsstelle (4) verbunden ist, 

- wobei die Selbsttesteinrichtung (3) in der Test- 
betriebsart das Testsignal (SI) uber den Aus- 
gangstreiber (DO) zur Kontaktierungsstelle (4) 
ubertragt 

4. Integrierte Schaltung nach Anspruch 3, bei der der 
Ausgang der Selbsttesteinrichtung (3) derart mit dem 
Ausgang (OUT1) der Schaltungseinheit (1) verbunden 
ist, daB die Selbsttesteinrichtung das Testsignal (SI) in 
der Testbetriebsart zunachst zum Ausgang der Schal- 
tungseinheit und von dort iiber den Ausgangstreiber 
(DO) zur Kontaktierungsstelle (4) ubertragt. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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Patentanspruche ^ 

1. Integrierte Schaltung init* einer 'Selbsttesteinrich- 
tung (3) zur Durchfuhrung eines Seibsttests der inte- 
grierten Schaltung (2) und mit einer zu* testenden 
Schaltungseinheit (1) 

- wobei ein Ausgang der Selbsttesteinrichtung 
(3) mit einer Kontaktierungsstelle (4) der Schal- 
tung verbunden ist, die einer extemen Kontaktie- 
rung dient und die mit dem Eingang (In) der zu te- 
stenden Schaltungseinheit (1) verbunden ist, 

- und wobei die Selbsttesteinrichtung (3) der 
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